附3． 光学与电子信息  学院（系） 硕士  研究生课程简介
	课程名称：VLSI测试理论与技术
	课程代码：182.611

	英文名称：Theory and Technology for VLSI Testing

	课程类型：■高水平课程  □国际化课程  □高水平国际化课程  □一般课程

	课程类别：□一级学科基础程  □二级学科基础课程  ■专业课程

	考核方式：形成性考查+考试

	 教学方式：讲授
	适用层次： 硕士■      博士 □

	开课学期：秋季
	总学时/讲授学时：32/32
	学分：2

	适用专业：微电子学与固体电子学、集成电路工程、软件工程（集成电路方向）

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术专长

	雷鑑铭
	副教授
	微电子
	41
	VLSI设计及测试验证

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	课程教学大纲：
课程大纲：（章节目录）
第一章  VLSI测试概论
§1.1  VLSI测试引言
§1.2  VLSI测试过程和测试设备
§1.3  测试经济学和产品质量
§1.4  故障模型
第二章  VLSI测试方法
§2.1 逻辑与故障模拟
§2.2 可测试性度量
§2.3 组合电路测试生成
§2.4 时序电路的测试矢量生成
§2.5 存储器测试
第三章 VLSI可测性设计技术
§3.1 DFT 引言
§3.2 BSD边界扫描技术及边界扫描电路设计
§3.3 基于ATPG的扫描测试
§3.4 电路综合（DC）中DFT的设计方法及基本命令
§3.4 DFT设计常见问题及解决办法
§3.5 BIST内建自测试
第四章  专题一：BIST——内建自测试
§4.1 BIST简介
§4.2 BIST原理
§4.3 BIST应用实例
第五章 专题二：Boundary Scan——边界扫描
§5.1 边界扫描简介
§5.2 边界扫描原理
§5.3 边界扫描应用实例
第六章 专题三：Scan Path——扫描路径
§6.1 扫描路径简介
§6.2 扫描路径原理
§6.3 扫描路径应用实例
第七章 专题四：ATPG——自动测试矢量生成
§7.1 自动测试矢量生成简介
§7.2 自动测试矢量生成原理
§7.3 自动测试矢量生成应用实例
第八章 专题五ATE——自动测试设备
§8.1 自动测试设备简介
§8.2 自动测试设备原理
§8.3 自动测试设备应用实例
第九章 专题六ATGS——自动测试生成系统
§9.1 自动测试生成系统简介
§9.2 自动测试生成系统原理
§9.3 自动测试生成系统应用实例


	使用教材：  

《超大规模集成电路测试——数字、存储器和混合信号系统》 Michael L. Bushnell等编著   电子工业出版社出版


	主要参考书：
1、《VLSI设计方法与项目实施》邹雪城 雷鑑铭等编著 科学出版社 2007.8
2、《数字集成电路与嵌入式核系统可测性设计》Alfred L.Couch 等著 中国电力出版社出版
3、《SOC设计与测试》 Rochit Rajsuman著  北京航空航天大学出版社


	该课程所属基层教学组织（教研室、系）专家小组意见：（该课程是否适合硕士、博士研究生培养的需要？是否与本科生课程重复？是否有稳定的课程组和授课教师队伍？）
专家组长
专   家                                                      年     月      日


